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Совершенствование технологий получения благородных металлов дало возмож-
ность ООО НПО «Металлы Урала» выпустить уникальный продукт – наноструктурный 
иридий, позволяющий принципиально изменить традиционный способ изготовления 
иридиевых изделий. Кроме того, данный материал может найти широкое применение в 
космической промышленности, в качестве электрохимических датчиков при селектив-
ном определении токсических газов, в качестве катализаторов в топливных элементах, 
в виде толстопленочных паст в микроэлектронике и других областях. Одна из партий 
материала выпущена в виде стандартного образца удельной площади поверхности 
(м2/г), разработанного ФГУП «УНИИМ» (ГСО 9943-2011). 
Очевидно, что потребительские свойства материала существенно зависят от со-
держания примесей, для  определения которых в АИЦ - Российская арбитражная лабо-
ратория испытания материалов ядерной энергетики (РАЛ) УрФУ в качестве базовой 
была выбрана атомно-эмиссионная методика анализа иридия, разработанная и аттесто-
ванная в ОАО «ЕЗ ОЦМ». Сущность методики состояла в возбуждении спектра пробы 
из глобулы в дуговом разряде постоянного тока при навеске материала 100 мг. В связи 
с дефицитом анализируемого материала – наноструктурного иридия, а также с его су-
щественно меньшей, чем у обычного порошкового металла крупностью до 100 мкм, на-
сыпной массой (0,8 г/см3) была изменена форма электрода для пробы, навеска пробы и 
вид разряда. Анализируемый наноструктурный иридий массой 25 мг помещали в элек-
трод формы «узкий кратер»: диаметром 4 мм с отверстием диаметром 2 мм и глубиной 
3 мм; спектр возбуждали в дуге переменного тока силой 12 А. Базовая и реализованная 
методики позволяют контролировать более широкий круг примесных элементов по 
сравнению со стандартизованной методикой ГОСТ 12223.0-76, включающий Bi, Ca, 
Mn, Sb и Zn. Градуировку спектрометра PGS-2  с фотоэлектрической регистрацией 
спектра анализатором МАЭС (настройка операционных параметров и обработка ре-
зультатов программным обеспечением «Атом») осуществляли по комплекту стандарт-
ных образцов состава иридия (ГСО 7292-96), разработанных и изготовленных АИЦ - 
РАЛ. Нижний уровень определяемых содержаний реализованной методики полностью 
соответствует показателям методики ОАО «ЕЗ ОЦМ» и для всех аналитов, кроме ос-
мия и бария, воспроизводит нижнюю границу диапазона аттестованным концентраций 
ГСО 7292-96. Дополнительным подтверждением достоверности получаемых  результа-
тов явилось сопоставление данных анализа партии наноструктурного иридия, аттесто-
ванной в качестве национального СО, полученных в АИЦ – РАЛ и в ИАСЦ «ГИРЕД-
МЕТ» методом искровой масс-спектрометрии на масс-спектрографе JVS-01-BM2. Без-
условно, что искровая масс-спектрометрия обеспечивает более низкие пределы обна-
ружения и более широкий круг определяемых элементов, но в целом результаты анали-
зов не противоречат друг другу. Данное обстоятельство позволяет рекомендовать пред-
ложенную методику для оперативного контроля состава наноструктурного иридия осо-
бой чистоты.  
 
